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Alguns instrumentos Opticos necessitam de alta refletivi
dade e filmes metalicos sao depositados nos substratos,pois estes
filmes possuem alta refletividade na regiao do visivel e infra-
vermelho. Para evaporagao em alto vacuo utilizamos a técnica de
aquecimento resistivo e a espessura & controlada por um cristal
oscilador instalado na evaporadora. Neste trabalho foram determi
nadas as espessuras de filmes metalicos de Al por fluorescéncia de
raios X. Esta técnica tem sido, empregada, com muita frequéncia de
vido a sua alta sensibilidade e carater ndo destrutivo nas amos
tras. O objetivo deste trabalho @ apresentar um método absoluto
por fluorescéncia de raios X em que foram determinados os coefi
cientes de absorgdo de massa para os filmes de Al depositados em
vidro, no seu respectivo comprimento de onda efetivo para determi
nacdo da espessura de filmes metalicos. Os resultados foram repro
dutiveis em filmes de 10 a 400 nm analisados.




